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半导体激光器的强度和相位起伏一直是影响其应用的关键所在．在实验上研究了自由运转模式下半导体激光

器的强度噪声．采用自制的分辨率为0．Ol nm的光谱仪成功地分辨出数十个边模，并利用射频低噪声光电探测器系

统，分析了激光器的主模与边模之间以及各边模之间的强度噪声关联特性．从实验上证实了主模与边模之问的负

关联效应，同时观察到边模之间存在的周期性负关联．该结果对进一步认识半导体激光器噪声的产生机制及强度

压缩光的产生机制具有重要意义．
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1．引 言

半导体激光器(激光二极管，简称LD)因其小型

化、高效率、长寿命等特点，已经在许多领域获得了

广泛的应用，特别是在现代通信、测量和基础科学研

究方面¨_31发挥了重要的作用．然而，LD较大的输

出线宽以及强度和相位起伏一直是限制其应用的关

键所在．长期以来人们一直致力于LD噪声问题，特

别是强度量子起伏的研究．Yamamoto¨1较早分析了

LD噪声产生的机制，并利用远低于电子学散粒噪声

极限(shot noise limit)的恒流源抽运LD，获得8．6 dB

的强度压缩输出[4’5]．随后人们采用各种线窄技术

(1ine．narrowing techniques)o卜叫抑制LD的强度噪声，

如注入锁定(injection locking)№^1、光栅反馈(feedback

from external grating)"’8J，法布里．珀罗腔反馈归J、平面

镜反馈H训等，都获得了不同程度的强度压缩和相位

噪声的抑制．进一步的研究表明，LD输出光场强度

噪声的抑制主要是通过压缩边模，进而抑制模式分

配噪声(mode partition noise)，最终达到降低LD的总

强度噪声．1995年，Marin等¨1 o就边模与主模的负关

联对噪声的影响进行了深入研究，指出只有在光栅

反馈的情况下，模间关联的作用才可以忽略，这时的

LD才可以看成是工作在单模振幅压缩状态，否则只

能认为噪声的压缩是多模负关联所致，是一种“多

模”光场总体上表现出的亚泊松统计特性．1998年，

Becher等[121扩展了文献[11]的模型，引入了非对称

的非线性饱和增益(asymmetrical nonlinear saturable

鲥n)项，成功地解释了边模强度噪声谱不对称以及

主模与边模关联不对称的现象．

尽管人们已经开展了很多研究，但对于LD在

不同条件下的噪声特性仍然缺乏完整清晰的理解．

到目前为止，对于LD强度噪声的研究主要集中在

主模与边模强度噪声的关联上，采用的理论模型只

考虑了主模与正负一级边模之问的强度起伏关联，

而边模间的关联特性及边模噪声分布特性对于LD

的总强度噪声的影响却很少研究，这对于全面了解

LD的强度噪声特性又是不可缺少的．为研究LD本

身固有的强度噪声特性，我们在实验上以自由运转

模式下的量子阱LD作为研究对象，采用自制的分

辨率为0．01 Ha的光谱仪将微弱的数十个LD的输

出纵模分开，通过灵敏的射频量子噪声探测装置系

统地测量了主模与边模以及边模之间的噪声关联特

性．研究发现，LD输出光场的纵模功率分布特性和

关联特性较文献[8，12]报道的不同：边模功率不是

随着模式数的增大而单调递减，而是呈现有规律的
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波浪状起伏；对于那些运转于阈值附近的弱激发边

模而言，同一“波浪”覆盖的边模的强度起伏呈现明

显的负关联特性，而不同“波浪”所覆盖的边模之间

的强度起伏则未观察到明显的负关联特性．

2．实验装置

实验装置如图l所示．实验中使用的LD型号

为SDL-5412，其工作温度控制在(16 4-0．001)℃，由

一台自制的噪声起伏远低于散粒噪声的恒流源驱

动．该激光器在上述温度下的阈值电流为25 mA，工

作波长在842 nln左右．LD的出射光经过镀有增透

膜的准直透镜后成为长短轴比约为4：1的椭圆光

束，经过整形棱镜对后成为一直径约为1 mnl的近

圆形光束．为了避免来自后面的光学元器件的弱小

反馈对LD的稳定性及噪声特性影响，我们使用了

两级光学隔离器(总隔离度大于60 dB)．值得一提的

是，隔离器在这里还可以起到排除因正交偏振分量

引起的虚假干涉效应u31的作用．图1中虚线包围的

部分即为自制的光谱仪．为了提高光谱仪的分辨能

力，通过隔离器输出的光被扩束到直径约为25 mm．

光栅的刻划密度为1800／mm，其一级衍射效率为

85％，有效面积为50 mm×50 11MII，置于近Littrow结

构以保证最大的角分辨能力．在入射光束直径为25

innl的情况下，光栅的分辨能力为0．01 nm，足以

分离波长间距约为0．12 nm的LD的各个纵模．经

过光栅后的光束由凹面反射镜CM会聚在焦平

面上．狭缝S置于凹面镜CM的焦平面处，用于选择

入射到低噪声探测器(Hamamatsu—C5331．03)的测量

模式．狭缝S前面放置的孔径为55 mm的透

镜￡的作用则是将通过狭缝的各个纵模聚集到探

测器的探头上．探测器输出的噪声信号由美国

Agilent公司生产的4396B型频谱分析仪进行记录

分析．

图1实验装置示意图 C为准直透镜，APs为整形棱镜对，0I

为光学隔离器，￡为透镜，s为狭缝，G为衍射光栅，CM为凹面

镜。APD为雪崩光电探测器，SA为频谱分析仪

3．实验结果及分析

在工作电流为100 mA时，我们记录了LD典型

的纵模功率分布，如图2所示．图2(a)是利用电荷

耦合器件(CCD)摄像头拍摄的凹面反射镜CM焦平

面处到LD的主模与边模分布．将置于焦平面处的

狭缝宽度打开至边模间距的1／3，并沿水平方向扫

描，即得到各纵模的功率分布情况，如图2(b)所示．

从图2(b)可以看出，在自由运转条件下LD的边模

功率通常小于主模式功率25—40 dB．在紧靠主模处

由于光的漫射比较强烈，使得靠近主模的边模功率

的测量有些偏大．从各纵模功率分布曲线可以明显

看出，边模的功率分布存在周期性的波浪状起伏．每

个“波浪”覆盖约8个纵模．实验表明，该周期性特点

来自激光器本身，与外部光学器件无关，并且在不同

的工作温度和抽运强度下均存在．该特点与以前报

道的结果幅’121不同，也正是这一特点给半导体激光

的纵模强度关联特性带来了新的性质．我们在此基

础上研究了主模与边模的强度噪声关联特性以及边

模间的强度噪声关联特性．
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图2凹面镜焦平面上的纵模功率分布 (a)为CCD拍摄的

图像；(b)为扫描狭缝得到的模式功率分布，主模功率为0曲，

横坐标为相对于主模(坐标为0)的模式序数，正方向为波长

增大的方向 ．

以主模为中心向两侧对称打开狭缝，测量主模

与边模的强度噪声关联特性，测量频率为30 MHz．

图3给出的是不同抽运强度下噪声功率随模式序数

的变化(为方便比较，测量的噪声功率被归一化到1

ttW光功率对应的电子学噪声功率)，两条曲线分别

为阈值附近(25 mA)和高抽运强度(100 mA)时强度
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噪声随模式数变化的情况．从图3可以明显看出，随

着入射到探测器模式数量的增加，噪声功率总体上

都是减小的，这表明主模与边模之间存在负关联．比

较两条曲线可以看到，工作在阈值附近LD输出光

场的噪声功率随边模数的增大而降低的幅度要大得

多，这说明阈值附近的负关联明显高于高抽运强度

时的负关联．在阈值附近，主模刚被激发起来，光场

不足以使半导体的增益介质局部饱和，不会产生由

于非线性吸收饱和导致的主模与边模的损耗不均

匀，即整个工作介质(包括增益介质和包层)对于各

个纵模是比较均匀的(这种均匀性来源于不同的纵

模共用相同的、增益谱宽相对于纵模间距大得多的

增益介质)，于是模问呈现较强的负关联．而在高抽

运强度时，主模的强光场使得模式自饱和与模间饱

和出现，导致增益介质的均匀性遭到破坏，加之此时

包层介质对于主模的吸收进入饱和区而对于边模的

吸收未饱和导致的边模损耗相对增大n4|，从而使得

主模与边模间的负关联效应弱化．如图3中的内插

图所示，在高抽运强度时，负关联现象依然存在于主

模和各边模之间，但只有邻近的两级边模呈现出与

主模间较为明显的负关联性质．从图3还可以看到，

阈值附近的噪声功率随边模数变化的曲线并不是单

调下降，而是被一类周期起伏所调制，与图2中的起

伏类似．
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图3狭缝以主模为中心向两侧对称打开时，归一化的LD强度

噪声功率随模式数的变化 散粒噪声基准对应0 dB．内插图为

100 mA时的强度噪声功率分布曲线的局部放大

为了进一步研究边模的噪声，我们在不同的抽

运强度下测量了LD各纵模的噪声功率分布特性，

皆呈现相同的规律．为简单起见，我们只给出了抽运

电流为130 mA时的结果，如图4所示．从图4可以

50厂■■—T—]。} · 功率 I 】”

乇30‰TTTTTTTTTTT、TTTTT撅Tr涮三羹。。【 ⋯⋯⋯f|f111fff j枷
O

-15-10 -5 0 6 10 15

模式序数

图4 LD各纵模的功率与噪声功率随模式数的变化主模功率

取为0 dB，散粒噪声基准取为0 dB，LD的抽运电流为130 mA

对于该周期关联特性，可以这样理解：LD各纵

模的强度起伏反映了激光器的工作介质的增益特

性，而此增益特性又决定着模式间的强度噪声关联

特性．未被抑制的或者抑制较小的增益导致更强的

负关联特性．不同抽运强度下的模间关联特性从图

3可以看出，由于阈值附近LD的边模增益相对于高

抽运情况被抑制的程度要小得多，所以主模与边模

之间的负关联在阈值附近要强于高抽运时的情况．

即使相同抽运强度下的模间关联特性也具有如下两

个特点：对于相同数量的边模而言，主模与长波长的

边模的噪声功率要比其与短波长的边模的噪声功率

低【I副，这是因为前者的负关联要强于后者，而这种

不对称的关联则是源于主模式对短波长方向的增益
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图5以+8级、一8级、一18级边模为中心对称展开狭缝时，强度噪声功率随模式数的变化散粒噪声基准对应0 dB．(a)+8

级边模，(b)一8级边模，(c)一18级边模

抑制强于对于长波长方向的增益抑制；纵模之间存

在明显的周期性负关联，即每一个增益峰值对应的

纵模与其邻近的被同一“波浪”所覆盖的纵模间都有

明显的负关联现象，这是由于输出增益的周期性变

化使得“波峰”处的纵模增益相对于“波谷”处的纵模

增益被抑制的程度小得多，因而呈现较强的周期性

负关联．不难理解，位于增益峰值处的纵模在改变工

作条件时会通过模式竞争成为主模式．实验上，这一

番
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图6 LD的主模波长随抽运电流的变化LD工作温度为16。C，

阈值电流为25 mA．右侧坐标为相对于阈值时LD主模式的纵

模数

点可以从主模波长随电流的变化特性得到印证，如

图6所示．从图6可以看出：增大抽运电流时，波长

在平稳线性上升一段后会出现台阶状的跳跃，右边

显示的是相应的纵模数的变化．每次跳跃的间隔与

功率起伏的模式间隔一致．减小抽运电流时，可以看

到显著的回滞现象u引，然而跳跃间隔依然是功率起

伏的模间距的整数倍．到目前为止，我们尚不清楚造

成此增益起伏的物理机制，问题的根源可能需要对

量子阱LD的内部结构进行细致的分析才能找到．

4．结 论

本文在实验上对常温下自由运转的LD的纵模

噪声特性进行了系统的研究．实验发现了LD纵模

强度以及其相应噪声的一些与以往不同的特点，即

纵模间的强度和噪声功率存在周期性起伏．同时通

过自制的高分辨光栅干涉装置，观察到纵模间存在

的周期性局部负关联效应，并对这一现象的内在物

理过程进行了初步探讨．这些新的特点对进一步完

善目前的LD噪声的理论模型，提高人们对LD噪声

特性的认识具有积极的意义．
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Abstract

Intensity fluctuation and phase noise ale key factors limiting the applications of the diode lasem is many fields．’nle intensity

noise of a free—running diode laser was investigated experimentally．Tens of longitudinal modes from the diode laser were

suceessfullv separated and identified by a self-made monochromator with 0．01 nln resolution．The noise of either the individual

mode or the jointed modes of main mode and the sideband modes wag detected using a low-noise radio frequency photodetector．

The properties of￡he intensitv noise between either the main mode and the side modes，or the side modes themselves were

investigated systematically．ne antieorrelation between main mode and side modes w88 confirmed，and the periodical

antieorrelation8 between small longitudinal modes were found．These results can help us to understand the mechanism of the

intensity noise of the diode lasers舾well as the noise suppression
for intensity-squeezed light generation．

Keywords：diode laser，intensity noise，anticorrelation
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